
ɇȺɍЧɇɈ-ИɋɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅЬɋɄȺə ɊȺȻɈɌȺ 

Ɇɨɞɭɥɶ ɩɚɦяɬɢ ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 

ɩɪɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵх ɨɬɤɚɡɚх ɧɚ ɩɥɨщɚɞях  ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥя 

Ɇɨɞɭɥɶ ɩɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 

ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ ɨɬɤɚɡɚɯ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ 

ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɦɨɠɟɬ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɪɟɚɤɬɨɪɨɜ ɚɬɨɦɧɵɯ 

ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɷɪɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 

ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 

ɨɬɤɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɪɟɦɨɧɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 

ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɭɬɟɦ ɡɚɦɟɧɵ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.  

Иɡɜɟɫɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɡɚɦɟɧɵ ɫɬɪɨɤ ɢ ɫɬɨɥɛɰɨɜ ɦɢɤɪɨɫɯɟɦɵ 

ɩɚɦɹɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (BIST), 

ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (BIRA), ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪɵ ɤɨɞɨɜ 

ɚɞɪɟɫɚ, ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɫɫɢɜ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯ ɹɱɟɟɤ, ɡɚɩɚɫɧɵɟ 

ɪɹɞɤɢ ɢ ɤɨɥɨɧɤɢ ɹɱɟɟɤ [1]. 

ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɱɢɫɥɨɦ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯ 

ɹɱɟɟɤ. Вɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ 

ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ ɨɬɤɚɡɚɯ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ 

ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ. 

Иɡɜɟɫɬɧɚ ɦɢɤɪɨɫɯɟɦɚ ɩɚɦɹɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɦɚɫɫɢɜ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯ 

ɹɱɟɟɤ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɚɦɹɬɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ 

ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɤɨɞɚ ɚɞɪɟɫɚ, 

ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɨɦɩɚɪɚɬɨɪɚ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɚɦɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, 

ɞɟɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɨɪɚ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɲɢɛɨɤ [2]. 

Иɡɜɟɫɬɧɵ ɬɚɤɠɟ ɦɨɞɭɥɢ ɩɚɦɹɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ 

ɨɲɢɛɨɤ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɞɨɜ ɏɟɦɦɢɧɝɚ, ɨɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹ  

ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ, ɧɨ ɧɟ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 

ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ ɨɬɤɚɡɚɯ. 



ɋ ɰɟɥɶɸ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 

ɦɨɞɭɥɹ ɩɚɦɹɬɢ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɦɚɫɫɢɜ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯ ɹɱɟɟɤ, 

ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ ɞɚɧɧɵɯ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ, 

ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɢ ɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɨɞɧɨɦ 

ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɡɪɹɞɚɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɬɤɚɡɚɜɲɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ ɩɚɦɹɬɢ. 

ɐɟɥɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɫɪɟɞɫɬɜ 

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɢ 

ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ ɨɬɤɚɡɚɯ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ. 

Дɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 

ɡɚɞɚɱɢ:  

 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 

ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ ɨɬɤɚɡɚɯ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ;  

 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɬɨɪɚ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 

 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɬɨɪɚ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 

 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ; 

 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ; 

 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɟɫɬɨɜ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɦɢɤɪɨɫɯɟɦ ɩɚɦɹɬɢ; 

 ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɭɥɹ ɩɚɦɹɬɢ ɫ ɢɦɢɬɚɰɢɟɣ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ 

ɨɬɤɚɡɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 

Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɢ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ 

ɨɬɱɟɬɵ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. 

ɇɚ ɮɢɝ. 1 ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɦɨɞɭɥɹ ɩɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɩɚɦɹɬɢ 

ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ 

ɨɬɤɚɡɚɯ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ. 
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Ɏɢɝ. 1 ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɦɨɞɭɥɶ ɩɚɦɹɬɢ ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 

ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ ɨɬɤɚɡɚɯ 

Ɇɨɞɭɥɶ ɩɚɦɹɬɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɫɫɢɜ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯ ɹɱɟɟɤ 1, 

ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɦɚɫɫɢɜ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯ ɹɱɟɟɤ 2, ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 3, 

ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɤɨɞɚ ɚɞɪɟɫɚ 4, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɤɨɞɚ ɞɚɧɧɵɯ 5, ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɨɪɵ 6-8, 

ɤɨɦɩɚɪɚɬɨɪ 9, ɛɥɨɤ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 10, ɪɟɤɨɧɮɢɝɭɪɚɬɨɪ 

ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 11, ɪɟɤɨɧɮɢɝɭɪɚɬɨɪ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 12. 

ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɦɢɤɪɨɤɨɦɚɧɞ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ 

ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 

ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ ɨɬɤɚɡɚɯ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ 

ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ. 



Дɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɫɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 

ɧɚɛɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɝɥɚɜɧɵɟ ɨɤɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɮɢɝ. 2.  

 

 

Ɏɢɝ. 2 Эɤɪɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɬɟɫɬɨɜ 

 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɚɜɬɨɪɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯ 

ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 

ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ [3-10]. 

Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɚɦɹɬɢ ɫ 

ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ 

ɨɬɤɚɡɚɯ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 

ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. 
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